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	Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

	Укупан број цитата
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	Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
	         23  

	Тренутно учешће на пројектима
	Домаћи   1
	Међународни  

	Усавршавања 
	

	Други подаци које сматрате релевантним - Од 2009. до 2012. год. - члан радне групе за организовање заједничких докторских студија (Preparation group for joint doctoral studies) које би организовали грађевински факултети из Београда, Ниша и Скопља заједно са Ruhr Univerisity Bochum из Немачке у оквиру SEEFORM  - DAAD пројекта
- Од 1996. год  члан међународног удружења IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 
- 2004. године друга награда Министарсва за науку и заштиту животне средине за постигнуте резултате у науци
- Учешће у реализацији пет домаћих и два међународна пројекта  
- У току 2003. год. и 2004. год. члан тима међународног пројекта Енергетска ефикасност ѕграда у југоисточној Европи, са циљем едукације архитеката и инжењера, на којем су учествовали: Архитектонски факултет у Скопљу, Техничка висока школа из Берлина и Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, а под покровитељством  DAAD-а (Немачка) и Пакт-а за стабилност југоисточне Европе.
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Тренутно у чешће на пројектима  Домаћи    1  Међународни    

Усавршавања    

Други подаци које сматрате релевантним   -   Од 2009. до 2012. год.  -   члан радне групе за организовање заједничких  докторских студија (Preparation group for joint docto ral studies) које би организовали грађевински факултети из  Београда, Ниша и Скопља заједно са Ruhr Univerisity Bochum из Немачке у оквиру SEEFORM   -   DAAD пројекта   -   Од 1996. год  члан међународног удружења IEEE  –   Institute of Electrical and Electronics Eng ineers    -   2004. године друга награда Министарсва за науку и заштиту животне средине за постигнуте резултате у науци   -   Учешће у реализацији пет домаћ их   и два међународна пројекта     -   У току 2003. год. и 2004. год. члан тима међународног пројекта Енергетска  ефикасност ѕграда у југоисточној  Европи, са циљем едукације архитеката и инжењера, на којем су учествовали: Архитектонски факултет у Скопљу,  Техничка висока школа из Берлина и Грађевинско - архитектонски факултет у Нишу, а под покровитељством   DAAD - а (Немачк а) и Пакт - а за стабилност југоисточне Европе.  

